DR. GASSNER.& PARTNER 



Patenta nwalte 



Vorab per Telefax: 08 9/ 23 99 44 65 

Europaisches Patentamt 
80298 Munchen 



Dr.-Ing. Wolfgang Gassner 
European Patent Attorney 
European Trademark Attorney 

Dr. rer. nat. Tobias Ehnis 

Dipt- B tochemiker 

European Trademark Attorney 



Datum/Date 

21.10.2004 



Ihr Zeichen/Your Reference 
Unser Zeicnen/Our Reference 

432997GA-qo 



Kanzlei/ Office 
Nagelsbachstrasse 49A 
91052 Erlangen 
Deutschland/ Germany 

Telefon/ Telephone 
+49(0)9131 - 160 960 

Telefax/ Facsimile 
+49 (0)9131 - 160 966 

email 

gapat@ ip- germany.de 
web 

wwwip- germany.de 



Anmeldung-Nr./Application-No. 

PCT/EP03/10964 



f Or/for 

Patent 



in 

PCT 



Anmeider/Applicant 

november Aktiengesellschaft Gesellschaft fur Molekulare Me- 
dizin 

Titel/Title 

"Vorrichtung und Verfahren zur Prufung der Authentizitat einer 
falschungssicheren Markierung" 



Auf den schriftlichen Bescheid vom 26.07.2004: 



1. Geanderte Unterlagen 



Anliegend werden in 2-facher Ausfertigung 

/1. geanderte Patentanspruche 1 bis 34 mit darin kenntlich ge- 
machten Anderungen und „ 



12. geanderte Patentanspruche 1 bis 34 in Reinschrift ^ ? p 

uberreicht, die dem weiteren Verfahren zu Grunde gelegt werden 
sollen. 



Bankverbindungen 
Bank accounts 

Sparkasse Erlangen 
Kto. Nr. 1200 4805 
(BLZ 763 500 00) 

HypoVereins bank 
Kto. Nr. 32 95 222 
(BLZ 763 200 72) 

Steuer-Nr.: 216/160/02209 
Ust-ldNr.: DE229240931 
Registergericht: Furth (Bay.) 
Partnerschafts register Nr. 025 



432997-Noven*er.Epa-1 



DR. GASSNER & PARTNER 



2 



2. Zulassigkeit der Anderungen 

Im geanderten Patentanspruch 1 ist klargestelit worden, dass es sich bei der Ober- 
flache (O) urn die Oberflache (O) der Markierung handelt. Ferner ist klargestelit wor- 
den, dass der erste Winkel (a1) sich vom dritten Winkei 091) unterscheidet. Diese 
Anderung ist gestutzt auf den ursprunglichen Patentanspruch 8. Der ursprungliche 
Patentanspruch 8 ist entsprechend geandert worden. 

Ferner ist der neue Patentanspruch 1 durch die Merkmale der Patentanspruche 2, 6 
und 7 praziser gegen den Stand der Technik abgegrenzt worden. 

Die derzeit guttigen Patentanspruche 17 bis 23 sind gestrichen worden. 

Der auf das Verfahren gerichtete geanderte Patentanspruch 14 ist entsprechend 
dem geanderten Patentanspruch 1 geandert worden. Die Anderungen des neuen 
Patentanspruchs 14 ergeben sich aus den fruheren Patentanspruchen 26, 30, 31 
und 32. 

Ferner ist in den unabhangigen Patentanspruchen klargestelit worden, dass sich die 
ersten und zweiten Lichtquellen sowie das Mittel zur Messung der Intensitaten je- 
weils in ein und demselben Gehause befinden. 

3. Erfinderische Tatigkeit 

Als nachstliegender Stand der Technik wird die D1 angesehen. Daraus ist eine Vor- 
richtung zur Prufung der Authentizitat einer falschungssicheren Markierung mit in 
Abhangigkeit des Beobachtungswinkels sich andernden Farben bekannt, mit 

a) mehreren in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierenden, ersten Licht- 
quellen in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden 
und wobei die ersten Lichtquellen in einem Gehause so aufgenornmen sind, dass 
damit eine Oberflache einer Markierung bestrahlbar ist, 

b) einem im Gehause in einem zweiten Winkel angeordneten ersten Mittel zur Mes- 
sung der Intensitaten des von der Oberflache reflektierten Lichts und 
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e) einem Mittei zum automatischen Vergleich der gemessenen Intensitaten mit fur 
die jeweiligen Lichtquellen fur mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten 
Referenzintensitaten. 

Nicht aus der D1 bekannt ist es, dass 

aa) die ersten Lichtquellen so im Gehause aufqenommen sind, dass sie die 
Oberflache bei darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorqeqebenen ersten 
Winkel bestrahlen, 

bb) mehrere, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittierende, zweite Licht- 
quellen vorgesehen sind, wobei sich die zweiten Lichtquellen in der Wellenlange 
ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden und wobei die zweiten Licht- 
quellen im Gehause so aufgenommen sind, dass sie die Oberflache der Markierung 
bei darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorgegebenen vom ersten Winkel 
verschiedenen dritten Winkel bestrahlen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit 
denen auf einfache und kostengunstige Weise Kippfarbeffekte zum Nachweis der 
Authentizitat einer falschungssicheren Markierung identifiziert werden konnen. 

Die Losung dieser Aufgabe ist durch die D1 nicht nahe gelegt. 

Nach dem Offenbarungsgehalt der D1, insbesondere Fig. 15, sind mehrere erste 
Lichtquellen vorgesehen, die sich in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden. Diese ersten Lichtquellen sind im Gegensatz zur vorlie- 
genden Erfindung allerdings nicht im Gehause so aufqenommen, dass sie eine 
Oberflache der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorqeqe- 
benen ersten Winkel bestrahlen. Die ersten Lichtquellen sind hier vielmehr in einem 
gesonderten GehSuse 156 aufgenommen, welches mit einer Blende 160 versehen 
ist. Das durch die Blende 160 unter Verwendung halbdurchlassiger Spiegel 152, 154 
austretende Licht trifft auf einen weiteren Spiegel 162 auf, wird durch eine Linsen- 
anordnung 164 gebundelt und gelangt erst anschliefiend auf die Oberflache der 
Markierung. Die aus der D1 bekannte Vorrichtung ist kompliziert aufgebaut und in 
vielfacher Hinsicht storungsanfallig. Die Storungsanfalligkeit ergibt sich aus einer 
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Vielzahl von Moglichkeiten der Dejustierung der halbdurchlassigen Spiegel, des 
Spiegels Oder der Linsenanordnung. Im Gegensatz dazu sind nach dem Gegen- 
stand der voriiegenden Erfindung die ersten Lichtquellen so angeordnet, dass sie 
eine Oberflache der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause unter einem vor- 
aeaebenen ersten Winkel bestrahlen. Das trifft fur die aus der D1 bekannten Licht- 
quellen nicht zu. Zur Bestrahlung der Oberflache unter einem vorgegebenen ersten 
Winkel ist hier eine gesonderte Vorrichtung erforderlich. 

In Kenntnis des Offenbarungsgehalts der D1 wird der Fachmann nicht auf den Ge- 
danken kommen, die ersten Lichtquellen derart im Gehause anzuordnen, dass damit 
unmittelbar die Oberflache der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause unter 
einem vorgegebenersten Winkel unmittelbar bestrahlbar ist. 

Abgesehen davon erhalt der Fachmann aus der D1 keinerlei Hinweis daruber, zu- 
satzlich im Gehause zweite Lichtquellen vorzusehen, mit denen die Markierung bei 
darauf aufgesetztem Gehause unter einem vorgegebenen vom ersten Winkel ver- 
schiedenen dritten Winkel bestrahlbar ist. Das Vorsehen derartiger zweiter Licht- 
quellen wiirde die aus der D1 bekannte Vorrichtung noch wesentlich aufwandiger 
und storungsanfalliger machen. - Der Gegenstand der neuen unabhangigen Patent- 
anspruche 1 und 14 ist durch die D1 nicht nahe gelegt. 

Auch in Kombination mit der D2 ergibt sich die beanspruchte Vorrichtung bzw. das 
Verfahren nicht in nahe liegender Weise. Daraus ist es aus Fig. 17a bekannt, die 
Markierung unter einem konstanten Winkel von 45° zu beleuchten. Nicht bekannt ist 
es dagegen aus der D2, die Markierung unter zwei verschiedenen Winkel mittels 
zweier Gruppen von Lichtquellen zu beleuchten. Auch bei der in der Fig. 17b der D2 
angesprochenen Messmethode handelt es sich nicht urn eine Messmethode, bei der 
mehrere erste und zweite Lichtquellen in verschiedenen Winkel zueinander in einem 
einzigen Gehause angeordnet sind. Gemafc der Beschreibung, Seite 24 wird bei der 
in Fig. 17 - B wiedergegebenen Messung ein Goniospektrofotometer benutzt. Bei 
einem solchen Goniospektrofotometer handelt es sich urn eine auliert aufwandig 
und teuer herzusteilende Vorrichtung, welche lediglich eine einzige Lichtquelle auf- 
weist, die gegenuber einem Detektor uber eine hochgenaue Mechanik verstellbar 
ist. In Kenntnis der D2 wird der Fachmann nicht auf den Gedanken kommen, in ei- 
nem einzigen Gehause entsprechend der voriiegenden Erfindung zwei Gruppen von 
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Lichtquellen mit verschiedenen Winkeln anzuordnen und damit eine Markierung zu 
beleuchten und das von der Markierung reflektierte Licht zu detektieren. 

Auch in Zusammensicht mit der D3 erhait der Fachmann nicht den Hinweis, mehrere 
zweite Lichtquellen vorzusehen und damit die Oberflache der Markierung in einem 
dritten Winkel zu bestrahlen. Ferner ist es aus der D3 nicht bekannt, bezuglich der 
zweiten Lichtquellen inr Gehause unter einem vierten Winkel ein zweites Mittel zur 
Messung der Intensitaten des von der Oberflache unter dem vierten Winkel spekular 
reflektierten Lichts vorzusehen. Insbesondere fuhrt eine Kombination der D3 mit der 
D1 nicht in nahe liegender Weise dazu, den ersten Lichtquellen in einer vorgegebe- 
nen Winkelbeziehung ein erstes Mittel zur Messung der Intensitaten und den zwei- 
ten Lichtquellen - wiederum in einer vorgegebenen aber abweichenden Winkelbe- 
ziehung - ein zweitens Mittel zur Messung der Intensitaten zuzuordnen. Nachdem 
Offenbarungsgehalt der D3 ist kein Mittel zur Messung der Intensitaten vorgesehen. 
Das Gehause weist lediglich eine Offnung zur Beobachtung der darin auftretenden 
Reflexionserscheinungen auf. Nach dem Offenbarungsgehalt der D1 sind einer ein- 
zigen Leuchtvorrichtung unter verschiedenen Winkeln mehrere Mittel zur Messung 
der Intensitaten zugeordnet. 

Die D4 beschreibt eine Schichtstruktur, welche je nach Beobachtungswinkel eine 
unterschiedliche Farbe zeigt. Zur Erlauterung dieses Effekts heifit es in der D4, 
Spalte 2, Zeilen 40 bis 45: 

"In Figure 1, the incident light is indicated by ray 21a or ray 21b and the 
reflected light is indicated by ray 22a or 22b as viewed by the eye 23a or 
23b. At the eye position of 23a one sees one color, Color A, and at posi- 
tion 23b another color, Color B." 

Aus der D4 ist es infolgedessen ebenfalls nicht bekannt, zur Beleuchtung der Mar- 
kierung mehrere zweite Lichtquellen vorzusehen, und ferner die ersten und die 
zweiten Lichtquellen sowie ihnen zugeordnete erste und zweite Mittel zur Messung 
der Intensitaten in vorgegebenen Winkelbeziehungen in einem Gehause zur auto- 
matisierten Prufung der Authentizitat der Markierung anzubringen. Die D4 beschreibt 
lediglich allgemein die Eigenschaft einer unter einem unterschiedlichen Einfallswin- 
kel in verschiedener Farbe erscheinenden Schicht. - Der Gegenstand der neuen 
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unabhangigen Patentanspruche ist auch in Zusammensicht mit der D4 nicht nahe 
gelegt. 

Der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaitungen D5 und D6 geht Ober den der vor- 
stehend Erwahnten nicht hinaus. Diese Entgegenhaitungen bilden ledigiich einen 
technischen Hintergrund der Erfind.ung. Auch in Zusammensicht mit einer der Ent- 
gegenhaitungen D5 Oder D6 ist der Gegenstand der neuen unabhangigen Patent- 
anspruche nicht nahe geiegt. 

Es wird darum gebeten, die Patentfahigkeit der neu vorgelegten Patentanspruche 
anzuerkennen. 

Hilfsweise wird urn die Durchfuhrung einer mundlichen Anhorung gemafi Regel 66.6 
PCT gebeten. 




1 

Neue Patent anspruche 

1. Vorrichtung zur Priif ung-. der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
5 tungswinkels sich andernden Farben, mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich 
emittierenden, ersten Lichtquellen (1),' wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 

10 voneinander unterscheiden, und wobei die ersten Lichtquellen 
(1) in einem Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie eine 
^i^-Oberf lache (O) ■ der Markierung bei darauf aufgesetztem Ge- 
hause (5) unter einem vorgegebenen ersten Winkel (al) be- 
strahlen, 

15 

b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, zweiten Lichtquellen (3) , wobei sich die zweiten 
Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen 

20 (3) im Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie die Oberfla- 
che (O) der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause (5) 
unter einem vorgegebenen vom ersten Winkel (al) verschiedenen 
dritten Winkel (pi) bestrahlen, 

25 c) einem im Gehause (5) in einem zweiten Winkel (<x2) ange- 
ordneten ersten Mittel (2) zur Mess ung der Intensitaten des 
von der Oberflache (O) der Markierung spekular ref lekt ierten 
Lichts, 

30 d) einem im Gehause (5) in einem vierten Winkel (32) ange- 
ordneten zweiten Mittel (4) zur Messung der Intensitaten des 
von der Oberflache (O) der Markierung spekular ref lekt ierten 
Lichts, und 
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e4) einem Mittel (7) zum automatischen Vergleich der gemes- 
senen Intensitaten mit fur die jeweiligen Lichtquellen (1) 
fur mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten Referenz- 
Intensitaten. 

5 

2 . Vorrichtung nach Anopruah 1, wobei cin in einem vicrtcn 
Winkcl — (£29 — angcordnctco nwcitco Mittel — Hr) — zur Mcosung dor 
Intcnoitaten dee von der Obcrflachc — — rcf lektierten Lichto 
10 vorgcochen iot. 

-3-^2 : Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei der vorgegebene Spektralbereich bei halber Maximalinten- 
sitat eine Breite von weniger als 100 nm, vorzugsweise von 
15 weniger als 50 nm, auf weist . 

4r^3 . vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei die Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die 
freien Enden von damit verbundenen Lichtleit f asern sind. 

20 

5-r4 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei das Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine 
Fotodiode (2, 4) auf weist. 

25 C .Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anopruchc, — wobei 
dao auf die Obcrflachc — (0) untcr — dem crotcn Winkcl — teti-) — cin 
gcotrahltc Licht opckular rcflektiert in dem ewcitcn Winkal 
- (a2 ) — gemeoocn wird — - 

3 0 7 .Vorrichtung nach einem. der Anopruchc 3 bio 7, — wobei daa auf 
die Obcrflachc — (0) untcr dem dritten Winkcl — {$±1 — cingeotrahl 
tc Licht opckular rcflckticrt in dem vicrtcn winkcl ((32) ge 
mcaocn wird. 
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3- r5 . Vorrichtung nach einem- der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei der erste (al) und der dritte (PD Winkel vonoinandor 
vcrochicdcn oind und in einem Bereich von 5° bis 60°, vor- 
zugsweise von 15° bis 45° , liegen. 

5 

9^6 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei eine Einrichtung zum sequenziellen Beleuchten der Ober- 
flache (O) mit den Lichtquellen (1, 3) und zum Messen (2, 4) 
der jeweiligen Intensitaten des ref lektierten Lichts in defi- 
10 nierter Reihenfolge vorgesehen ist. 

^4^7 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei das Emissionsmaximurn der Lichtquellen (1, 3) im nahen 
UV-, im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

15 

«Hr^-8 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei die Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zur Messung der In- 
20. tensitaten festgelegt wird. 

«3r^r9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei eine mechanische, elektronische oder Software- 
technische Einrichtung zur - Kompensation von Untergrundlicht 
25 vorgesehen ist. 

^3-^- 1 0 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
wobei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen eine 
Einrichtung zur Modulation der Lichtquellen (1, 3) vorgesehen 
30 ist. 

4r4-r l 1 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 
wobei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 
(3) Lichtquellen vorgesehen sind. 

35 
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±$-r l2 . V orrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei das^Mittel zum automat ischen Vergleich oder zur Berech- 
nung der Koordinaten im Farbraum einen Microcontroller (7) 
aufweist . 

jr6-r -13> Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei eine Anzeigevorrichtung (12), vorzugsweise ein Display 
oder eine oder mehrere weitere Leuchtdioden, zur Anzeige des 
beim Vergleich ermittelten Ergebnisses vorgesehen ist. 

17 .Vorrichtung nach einem der vorhergehenden ilnopruchc, wobei 
die f alochungooichcrc Markicrung cine mit einem Gcgcnotand 
verbundene, clcktromagnct iochc Wcllen rcf lckt ierende crate 
Cchicht — (11) aufweiot, auf wclchcr cine fur clcktromagncti 
oche Wcllen durchlaooigc, inerte sweite Cchicht (1G) mit ci 
nor vorgegebenen Dickc aufgebracht iot, und wobei cine auo 
mctalliochcn Cluotcrn gcbildetc drittc Cchicht (17) auf dor 
zweiten Cchicht — (1C) aufgebracht iot. 

1- 0 .Vorrichtung nach cincm der vorhergehenden Anopruchc, wobei 
zumindcot cine der Cchichten (11, 10, 17, 10) cine, Ctrulctur 
aufweiot . 

19 . Vorrichtung nach cincm der vorhergehenden Anopruchc, wobei 
cine die drittc Cchicht (17) ubcrdeclccndc , fur clcktromagno 
tiochc Wcllen durchlaooigc incrte vicrte Cchicht (16) vorgo 
oehen iot. 

20 . Vorrichtung nach cincm der vorhergehenden Anopruchc, wobei 
die mctalliochcn Cluotcr auo Cilbcr, Gold, Platin, Aluminium, 
Kupfcr, Sinn oder Indium gcbildct oind. 

21 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anopruchc, wobei 
die sweite (1C) und/oder vicrte Cchicht (10) auo cincm der 
folgenden Matcrialicn hergeotellt iot/oind : Mctalloxid, Mo 
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tallnitrit , — Metal Icarb id, — inabcoondcrc quj Siliziumozcid, 

carbid, — 'nitrit,. Zinnoxid, nitrit , Aluminiutrtoxid, nitri t 

odcr Polymer; — ifisbcoondcrc rolycarbonat — (PC) , Polycthylcn 
(PC) Polypropylcn (PP) , Polyurcthan (PU) , Polyimid (PI), — Pe- 
5 lyotyrol — fPS-) — odcr Polymethacrylat — ( - PMA) . 

22 : Vorrichtung naah cincm dcr vorhcrgohenden Anopruchc, wobci 
bci cincm Abotand cwiochen dor cratcn (14) und dor drittcn 
Gohicht — (17) von weniger alo 2 pm cine cindcutig identifi 
10 - gicrbarc Farbung crkennbar iot. 

23 .Vorrichtung nach cincm dor vorhcrgchcndcn Anopruchc, wobci 
die Cchichtcn (11, 1G, 17, 10) mittclo Dunnochichttcchnolo 
gic, inobcoondcrc mittclo PVD, CVD, odcr Drucktcchniken, wic 
15 Ticf druck, — hcrgcotcllt iot/oind - . - 

54-^14 . Verfahren zur Priifung der Authentizitat . einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit folgenden Schritten: 

20 

aa) Bestrahlen einerd e^ Oberflache (O) der Markierung mit 
mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emifc- 
tierenden, in einem Gehause (5) auf genommenen ersten Licht- 
quellen (1) unter einem ersten Winkel (al) , wobei sich die 
25 ersten Lichtquellen (1, 3) in der Wellenlange ihres Emissi- 
onsmaximums voneinander unterscheiden, 

bb) Bestrahlen der Oberflache (O) der Markierung mit mehre- 
ren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emittieren- 
30 den, im Gehause (5) auf genommenen zweiten Lichtquellen (3) 

unter einem vom ersten Winkel (al) verschiedenen dritten Win- 
kel (pi) , wobei sich die zweiten Lichtquellen (3) in der Wel- 
lenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden, 
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cc) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) der 
Markierung ref lekt ierten Lichto in einem zweiten Winkel (a2) 
spekular ref lekt ierten Lichts mittels eines im Gehause (5) 
unter dem zweiten Winkei (cc2) angeordneten ersten Mittels (2) 
5 zur Messung der Intensitaten , 

dd) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) der 
Markierung ref lekt ierten Lichts in einem vierten Winkel (J32j 
spekular ref lektierten Lichts mittels eines im Gehause (5) 
10 unter dem vierten Winkel (p2) angeordneten zweiten Mittels () 
zur Messung der Intensitaten, und 

eedel) Vergleichen der gemessenen Intensitaten mit fur die 

jeweiligen Lichtquellen (1, 3) fur mindestens eine vorgegebe- 
15 ne Farbe gespeicherten Ref erenz- Intensitaten. 

3-5-r lS. Verfahren nach Anspruch 1424r, wobei der vorgegebene 
Spektralbereich bei halber Maximalintensitat eine Breite von 
weniger als 100 nm, vorzugsweise von weniger als 50 nm, auf- 
20 weist. 

2 G. Verfahren nach cincm dor Anopruchc 2 4 odcr 2 5 , — wobei die 
Intcnoitatcn dco von der Oberflache — kQ) — ref lckticrtcn Lichto 
in cincm vierten Winkel — (-^2-) — gemcoocn wird. 

25 

3-?- rl6. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bio 26 14 oder 
15 , wobei die Beleuchtungs- (ocl, £2) und Messwinkel (ot2, (32) 
durch Anbringen der Lichtquellen (1, 3) und der Mittel (2, 4) 
zur Messung der Intensitaten in einem gemeinsamen Gehause (5) 
30 festgelegt werden. 

2^S-r l7. Verfahren nach einem der Anspriiche 145-4 bis 1(52-7-, wo- 
bei als Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die 
freien Enden von damit verbundenen Lichtlei tf asern verwendet 
3 5 werden. 
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5-9- ^13. Verfahren nach einem der Anspruche 1434- bis 17-5-8- , wo- 
bei als Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine 
Fotodiode (2, 4) verwendet wird. 

5 

30. Verfahren nach cincm der Anopruahc 21 bio 20, wobci dao 
auf die Oberflaehe (O) — im crotan Winkel (al) cingcotrahl t e 
Licht opckular rcflckticrt untcr dem zweiten Winkel (a2) — g-e— 
me o sen wird/ 

10 

31. Verfahren nach cincm der Anopruchc 24 bio 30, wobci dao 
auf die Oberflaehe (O) — im dritten Winkel — — cingcotrahl to 
■ Licht opckular rcflckticrt untcr dem vicrten Winkel — (p2) go 
mcoocn wird. - 

15 

3-2-^1 9 . Verfahren nach einem der Anspruche 145-4- bis 183-3r, wo- 
bei der erste (al) und der dritte (PD Winkel voncinandcr 
vcrochicdcn oind und in einem Bereich von 5° bis 60° , vor- 
zugsweise 15° bis 45°, liegen. 

20 .* 

3^- 2 0 . Verfahren nach einem der Anspruche 1424r bis 193-S-, wo- 
bei die Lichtquellen (1., 3) sequenziell in definierter Rei- 
henfolge betrieben werden. 

25 ^4-r 2 1 . Verfahren nach einem der Anspruche 14£4r bis 2 0^-3-, wo- 
bei das Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen UV- 
, im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

3-&^ 2 2 . Verfahren nach einem der Anspruche 1424- bis 213-K wo- 
30 bei die Beleuchtungs - und die Messdauer in Abhangigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zum Messung der In- 
tensitaten festgelegt wird. 



F:\Texle\Anmeldeunlertagen 2004\4 32997 -noverr*>er«pa(neu)-3-rWt Andenjngen.doc 



8 



3^ 23. Verfahren nach einem der Anspruche 14^4 bis wo- 
bei durch mechanische, elektronische oder Software -technische 
MaSnahmen Untergrundlicht kompensiert wird. 

3-?r -24 . Verfahren nach einem der Anspruche 1434r bis 233-6- , wo- 
bei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen die 
Lichtquellen (1, 3) moduliert betrieben werden. 

3-8-^ 2 5 . Verfahren nach einem der Anspriiche 1424- bis 243^7- , wo- 
bei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 
Lichtquellen (3) vorgesehen sind. 

3-9- ^2 6 . Verfahren nach einem der Anspruche 1424- bis 253-8-, wo- 
bei der automatische Vergleich oder die Berechnung der Koor- 
dinaten im Farbraum unter Verwendung eines Microcontrollers 
(7) durchgefiihrt wird. 

4^ 27. Verfahren nach einem der Anspruche 1424 bis 263-9-, wo- 
bei das beim Vergleich ermittelte Ergebnis mittels einer An- 
zeigevorrichtung (12), vorzugsweise eines Displays oder einer 
oder mehrerer weitere Leuchtdioden, angezeigt wird. 

44r^ 2 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1424 bis 2740- , wo- 
bei als f alschungssichere Markierung eine Markierung verwen- 
det wird, welche eine mit einem Gegenstand verbundene, elek- 
tromagnetische Wellen ref lektierende erste Schicht (1) auf- 
weist, auf welcher eine fur elektromagnet ische Wellen durch- 
lassige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen 
Dicke aufgebracht ist, wobei eine aus metallischen Clustern 
gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) auf- 
gebracht ist. 

4t2-t -2 9 . V erfahren nach Anspruch 2 84^, wobei die zumindest ei- 
ne der Schichten (1, 3, 4,5) eine Struktur aufweist. 
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43- ^3 0 . Ver fahren nach Anspruch 2 344: oder 2 94^-, wobei eine 
die dritte Schicht (4) uberdeckende , fur electromagnet ische 
Wellen durchlassige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist. 

5 44^ -3 1 . Ver fahren nach einem der Anspruche 2844r bis 3 04^, wo- 
bei die metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Alumi- 
nium, Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt, Chrom, Nickel, Palladium, 
Titan oder Indium gebildet sind. 

10 4-5- r32. Ver fahren nach einem der Anspriiche 2 844- bis 3144, wo- 
bei die zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der 
folgenden Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, Me- 
tallnitrit, Metallcarbid, insbesondere aus Sili ziumoxid, - 
nitrit, Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit oder Poly- 

15 mer, insbesondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen. (PE) , Poly- 
propylen (PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI), Polystyrol 
(PS) , Polyehtylenterephthalat (PET) oder Polymethacrylat 
(PMA) . 

2Q 4 ^3 3 . Ver fahren nach einem der Anspruche 2 844 bis 324-5, wo- 
bei bei einem Abstand zwischen der ersten (1) und der dritten 
Schicht (4) von weniger als 2 ^im ein eindeutig ident if izier- 
bare Farbung erkennbar ist. 

2 5 4-3 ^34. Verfahren nach einem der Anspruche 2 844: bis 334-6, wo- 
bei die Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttechno- 
logie, wie PVD oder CVD, sowie Drucktechniken, wie Tiefdruck, 
hergestellt. ist/sind. 
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Neue Patentanspruche 

1- Vorrichtung zur Prufung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
5 tungswinkels sich andernden Farben, mit 

a) mehreren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich 
emittierenden, ersten Lichtquellen (1) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
10 voneinander unterscheiden, und wobei die ersten Lichtquellen 
(1) in einem Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie eine 
Oberflache (O) der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause 
(5) unter einem vorgegebenen ersten Winkel (ccl) bestrahlen, 

15 b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, zweiten Lichtquellen (3) , wobei sich die zweiten 
Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander unterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen 
(3) im Gehause (5) so aufgenommen sind, dass sie die Oberfla- 

20 che (O) der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause (5) 

unter einem .vorgegebenen vom ersten Winkel (ccl) verschiedenen 
dritten Winkel (pi) bestrahlen, 

c) einem im Gehause (5) in einem zweiten Winkel (a2) ange- 
25 ordneten ersten Mittel (2) zur Messung der Intensitaten des 

von der Oberflache (O) der Markierung spekular ref lekt ierten 
Lichts, 

d) einem im Gehause (5) in einem vierten Winkel (£2) ange- 
30 ordneten zweiten Mittel (4) zur Messung der Intensitaten des 

von der Oberflache (O) der Markierung spekular ref lekt ierten 
Lichts, und 

e) einem Mittel (7) zum automatischen Vergleich der gemes- 
35 senen Intensitaten mit fur die jeweiligen Lichtquellen (1) 
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fur mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten Referenz- 
Intensitaten . 

2. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
5 der vorgegebene Spektralbereich bel halber Maximalintensitat 

eine Breite von weniger als 100 nm, vorzugsweise von weniger 
als 50 nm, aufweist. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
10 die Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die freien 

Enden von damit verbundenen Licht leit f asern sind. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
das Mittel zur Messung. der Intensitaten mindestens eine Foto- 

15 diode (2, 4) aufweist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
der erste (ccl) und der dritte ((31) Winkel in einem Bereich 
von 5° bis 60°, vorzugsweise von 15° bis 45° , liegen. 

20 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
eine Einrichtung zum sequenziellen Beleuchten der Oberflache 
(0) mit den Lichtquellen (1, 3) und zum Messen (2, 4) der je- 
weiligen Intensitaten des ref lektierten Lichts in definierter 

25 Reihenfolge vorgesehen ist. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
das Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen 

UV-, im sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

30 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei 
die Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zur Messung der In- 

35 tensitaten festgelegt wird. 
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9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche , wobei 
eine mechanische , elektronische oder Software- technische Ein- 
richtung zur Kompensation von Untergrundlicht vorgesehen ist. 

5 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen eine 
Einrichtung zur Modulation der Lichtquellen (1, 3) vorgesehen 
ist. 

10 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche wo- 
bei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 
(3) Lichtquellen vorgesehen sind. 

15 12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei das Mittel zum automatischen Vergleich oder zur Berech- 
nung der Koordinaten im Farbraum einen Microcontroller (7) 
auf weist . 

20 13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wo- 
bei eine Anzeigevorrichtung ( 12 ) , vorzugsweise ein Display 
oder eine oder mehrere weitere Leuchtdioden, zur Anzeige des 
beim Vergleich ermittelten Ergebnisses vorgesehen ist. 

25 14. Verfahren zur Prufung der Authent izitat einer fal- 

schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tungswinkels sich andernden Farben, mit folgenden Schritten: 

aa) Bestrahlen einer Oberflache (0) der Markierung mit meh- 
30 reren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, in einem Gehause (5) auf genommenen ersten Lichtquel- 
len (1) unter einem ersten Winkel (ocl) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1, 3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaxi - 
mums voneinander unterscheiden, 

35 
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bb) Bestrahlen der Oberflache (O) der Markierung mit mehre- 
ren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich ernittieren- 
den, im Gehause (5) aufgenommenen zweiten Lichtquellen (3) 
unter einem vom ersten Winkel (<xl) verschiedenen dritten Win- 
5 kel (pi), wobei sich die zweiten Lichtquellen (3) in der Wel- 
lenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden , 

cc) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) der 
Markierung in einem zweiten Winkel (oc2) spekular ref lekt ier- 
10 ten Lichts mittels eines im Gehause (5) unter dem zweiten 

Winkel (a2) angeordneten ersten Mittels (2) zur Messung der 
Intensitaten, 

dd) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) der 
15 Markierung ref lekt ierten Lichts in einem vierten Winkel ((32) 
spekular ref lekt ierten Lichts mittels eines im Gehause (5) 
unter dem vierten Winkel (02) angeordneten zweiten Mittels () 
zur Messung der Intensitaten, und 

20 ee) Vergleichen der gemessenen Intensitaten mit fur die je- 
weiligen Lichtquellen (1, 3) fur mindestens eine vorgegebene 
Farbe gespeicherten Ref erenz- Intensitaten . 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der vorgegebene Spek- 
25 tralbereich bei halber Maximalintensitat eine Breite von we- 

niger als 100 nm, vorzugsweise von weniger als 50 nm, auf- 
weist . 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 14 oder 15, wobei die 
30 Beleuchtungs- (al, p2) und Messwinkel (a2 , p2) durch Anbrin- 

gen der Lichtquellen (1, 3) und der Mittel (2, 4) zur Messung 
der Intensitaten in einem gemeinsamen Gehause (5) festgelegt 
werden . 
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17. Verfahren nach einem dsr Anspruche 14 bis 16, wobei als 
Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, 'Laser oder die freien Enden 
von damit verbundenen Lichtlei t f asern verwendet werden. 

5 18. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 17, wobei als 
Mittel zur Messung der Intensitaten mindestens eine Fotodiode 
(2, 4) verwendet wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 18, wobei der 
10 erste (ocl) und der dritte (01) Winkel in einem Bereich von 5° 

bis 60°, vorzugsweise 15° bis 45°, liegen. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 19, wobei die 
Lichtquellen (1, 3} sequenziell in definierter Reihenfolge 

15 betrieben werden. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 20, wobei das 
Emissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen UV- , im 
sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

20 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 21, wobei die 
Beleuchtungs- und die Messdauer in Abhangigkeit der Leucht- 
charakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder der 
Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zum Messung der Inten- 

25 sitaten festgelegt wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 22, wobei 
durch mechanische, elektronische oder Sof tware-technische 
Mafinahmen Untergrundlicht kompensiert wird. 



30 



24. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 23, wobei zur 
Trennung der Storsignale von den Messsignalen die Lichtquel- 
len (1, 3) moduliert' betrieben werden. 
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25. Verfahren nach einem. der Anspruche 14 bis 24, wobei min- 
destens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite Licht- 
quellen (3) vorgesehen sind. 

5 26. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 25, wobei der 
automatische Vergleich oder die Berechnung der Koordinaten im 
Farbraum unter Verwendung eines Microcontrollers (7) durchge- 
fuhrt wird. 

10 27. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 26, wobei das 
beim Vergleich ermittelte Ergebnis mittels einer Anzeigevor- 
richtung (12) , vorzugsweise eines Displays oder einer oder 
mehrerer weitere Leuchtdioden, angezeigt wird. 

15 28. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 27, wobei als 
f alschungssichere Markierung eine Markierung verwendet wird, 
welche eine mit einem Gegenstand verbundene, elektromagnet i- 
sche Wellen ref lektierende erste Schicht (1) aufweist, auf 
welcher eine fur elektromagnetische Wellen durchlassige, 

20 inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
bracht ist, wobei eine aus metallischen Clustern gebildete 
dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufgebracht 
ist . 

25 29. Verfahren* nach Anspruch 28, wobei die zumindest eine der 
Schichten (1, 3, 4,5) eine Struktur aufweist. 

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, wobei eine die drit- 
te Schicht (4) uberdeckende, fur elektromagnetische Wellen 

30 durchlassige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist. 

31. Verfahren nach einem der Anspruche 2 8 bis 30, wobei die 
metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Aluminium, 
Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt, Chrom, Nickel, Palladium, Titan 

3 5 oder Indium gebildet sind. 
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32. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 31, wobei die 
zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der folgen- 
den Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, Metallni- 
trit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, -nitrit, 
Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit oder Polymer, ins- 
besondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen (PE) , Polypropylen 
(PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI) , Polystyrol (PS) , Po- 
lyehtylenterephthalat (PET) oder Polymethacrylat (PMA) . 

33. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 32, wobei bei 
einem Abstand zwischen der ersten (1) und der dritten Schicht 
(4) von weniger als 2 \im ein eindeutig identif izierbare Far- 
bung erkennbar ist . 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 33, wobei die 
Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttechnologie , 
wie PVD oder CVD, sowie Drucktechniken, wie Tiefdruck, herge- 
stellt ist/sind. 
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